Priloha ke Kupni smlouvé - Technicka specifikace k VZ "Dodavka analytického systému s AFM a Ramanovskou spektrometrii"

:ltakto podbarvend pole uchazec povinné vyplni

Zdkladni popis:

Jedna se o kompaktni sofistikované analytické zafizeni, které umoznuje in situ studovat morfologii, drsnost vzorku, nanostruktury pfipravené na rdznych povrsich a in
situ v kazdém sledovaném bodé soucasné s mikroskopii AFM v rlznych skenovacich médech snimat Ramanovska spektra (TERS) umoziiujici dale chemickou a strukturni
analyzu vzorkU. Jedna se o integrované zafizeni umoznujici vysoké rozliSeni morfologie na povrchu vzorku a soudasné jsou tak velké pozadavky na soubéziné snimani
AFM a spektroskopickd méreni v tomtéz bodé snimdni. Dale zafizeni musi umoZzniovat jednoduchou Udrzbu a vyménu ¢asti, které se rychle opotiebovavaji (AFM hroty)
bez komplikovaného opétovného nastavovani optického systému pro Ramanovskou spektrometrii, coz se odrazi v nize uvedenych specifikacich, které pozadujeme.
Technické poZadavky jsou specifikovany s ohledem na poZadovanou funkénost systému, ktery musi umoZnovat umisténi rlznych typl a rozmérd vzorkd, bez poruseni
nastaveni a kalibrace systému, s vysokou stabilitou nastaveni systému, ktery bezpeéné umozni vyménu vzorkl, vyménu AFM hrot(, kde ovladani je reseno tak, aby
nedochazelo k situaci, kdy je nutné systém pokazdé znovu nastavovat a kalibrovat. Toto technické FeSeni zajistuje vysokou stabilitu, kvalitni a vysoké rozliseni a
predevsim spliiuje funkénost, kterou zadavatel nezbytné potrebuje pro reseni analyz vzorkl s in situ snimanim morfologie a soucasné analyzy chemické struktury v
jednom bodé s vysokym rozliSenim. Zafizeni bude zaroven vyuZivano pracovniky z mnoha obor( a tedy naro¢né nastavitelné, neautomatizované systémy nejsou
pfipustné, aby mohli zaméstnanci zadavatele provddét méreni ve vysoké kvalité a efektivité.

Zadavatel stanovuje tyto minimdlni technické poZadavky:

o . , o, . . ., Uchazec doplni konkrétni hodnoty dle nabizeného
C. Pozadované technické a funkéni vlastnosti, hodnota, mnoZstvi . e .
zafizeni, nebo uvede zda vlastnosti spliiuje ANO / NE
I. AFM hardware
Zpétna vazba pro AFM musi vyuZivat infracervenou diodu v infracervené oblasti nad 1100 nm, aby
1 nedochazelo k interferencim se spektroskopickym CCD detektorem. Zpétna vazba v nizsich vinovych[ANO, 1300 nm, poloZka UP-nanoRaman-Omega
délkach by omezila pouZitelny spektraini detekéni rozsah.
Dioda pro zpétnou vazbu AFM a detektor musi byt fadné filtrovany, aby nedochazelo k interferenci s .
2 P wp o N Y v, any ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
lasery pouZivanymi pro spektroskopii.
Méreni AFM musi byt mozné pfi vSech vinovych délkdch v rdmci spektroskopického rozsahu CCD
v P , v , . ’p N P . . .. ,|ANO, od 200 nm do 1100nm, pro kolokalizovana
detektoru (od 200 nm do 1100 nm). Systém musi umoZiovat provadét tzv. kolokalizovana méreni| . " , o,
L e, L. X méreni pro vinové excitacni délky 532 nm, 638 nm a
3 AFM, TERS a Raman s typickymi excitacnimi vinovymi délkami 532 nm, 638 nm a 785 nm, tedy .. , R .
. oy , vy [ . .. ..| 785 nm. Soucasti dodavky je 638 nm laser, polozka KIT-
mozZnost mérfeni Ramanova spektra z mista AFM méreni. Dodavka obsahuje alespor jeden ze tfi 638-30
laser(l, minimalné musi obsahovat laserovy zdroj s vinovou délkou 638 nm.
4 Musi byt moZné vyménit hrot AFM bez nutnosti vyjmout celou AFM hlavu ze systému. ANO, poloZka UP-nanoRaman-Omega
Nastaveni zpétnovazebni diody AFM musi byt motorizované a automatizované prostfednictvim
softwarového Fizeni, protoze nastaveni zpétnovazebni diody AFM je rozhodujici pro dobré zobrazovaci .
5 X . P . P Lo , y J . | X P L, N _|ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
vlastnosti. Ruéni nastaveni zpétnovazebni diody neni pfijatelné, protoZe je subjektivni a casové
narocné.
Raminko AFM hrotu naladéno relativné k zpétnovazebné AFM diodé, aby se AFM hrot vratil do stejné
olohy vzhledem k sefizenému spektroskopickému laseru. To je duleZité zejména proto, aby se
6 p. . Y . . N ,p P , C . ! ! P . yv .|ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
minimalizovala potfeba opétovného nastaveni spektroskopického laseru na hrot AFM pfi vyméné
hrotu, coZ se pfi méreni TERS oCekava jako Casta operace.
Vyména hrotu ani vyména vzorku nesmi nasledné implikovat nutnost manudlniho preladéni .
7 v L v P P ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
spektroskopického laseru na AFM hrot.
Naladéni spektroskopického laseru na AFM hrot musi byt provedeno co nejblize vzorku, aby se omezil
drift spektroskopického laseru vici hrotu. Musi to byt realizované pomoci close-loop piezo skeneru
8 bud' pfimo na spektroskopickém objektivu nebo na hrotu, a to v rozsahu minimalné 30x30x15 um pfi[ANO, 30x30x15 um, polozka UP-nanoRaman-Omega
rozliseni alespori 10 nm. Vzdalené fizeni svazku od délky drahy presahujici 30 cm se nepovazuje za
pfijatelné z dGivodu obav o dlouhodobou stabilitu.
Nastaveni spektroskopického laseru musi byt oddéleno od nastaveni AFM diody a nesmi prochazet
9 L, .p . P . . vy L L . y R .. P , ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
stejnym objektivem. Zaméreni AFM diody pres objektiv spektroskopického pfistroje je nepfijatelné.
Hrot SPM musi byt v pevné zaostfené roviné vici spektroskopickému laseru a systém musi skenovat
10 |vzorek ve smérech X, Y a Z. Skenovani hrotem ve sméru Z namisto skenovani vzorkem ve sméru Z je|ANO, 100x100x15 um, polozka UP-nanoRaman-Omega
nepfijatelné, z divodu ztraty ostrého zaméreni na hrot pro slozitéjsi topografii vzorku.
Systém musi byt schopen provadét automatické zaostfovani spektroskopického laseru pomoci SPM
hrotu ve zpétné vazbé v redlném case béhem provadéni spektroskopickych méreni, aby bylo mozné
11 |skenovat i velmi ¢lenité vzorky s optimalnim zaostfenim v kazdém bodé. Provadéni topografického|ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
skenovani pred spektroskopickym méfenim se povaZzuje za nedostatecné, pozadujeme soubéiné
topografické skenovani a spektrometrické skenovani.
Systém musi mit dostateény prostor, aby bylo mozné pouZzit objektiv s maximalni hodnotou NA 0,95 .
12 Y o yf)v ) y by P ) ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
pouze pro spektroskopicka méreni.
1. AFM médy
Systém musi byt standardné schopen méfit témito mody: Contact AFM, Semi- and Non-Contact AFM, .
13 R . ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
PFM, Phase contrast, LFM, MFM, Single-pass MFM, EFM, Single-pass EFM, SKM a SCM.
Systém musi byt schopen provadét méreni STM s vysoce vykonnym predzesilovatem s rozsahem
14 y ; Y vp P wy . . .. y y v ,p ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
100fA aZ 10uA pro mozZnost méreni velkého mnozstvi riiznorodych vzorka.
Systém musi umozriovat zavedeni a vyjmuti vzorku ve viech poZadovanych reZzimech bez vyjmuti hrotu
15 v , vl P v vl ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
ze systému.
Vzorek musi byt mozné poloZit na stolek skeneru a vyjmout jej z néj, aniz by bylo nutné vyjmout celou .
16 Y ) P V) & ! L vl ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
AFM hlavu ze systému.




AFM systém musi mit ptibliZzeni vzorku ke hrotu a nikoli hrot ke vzorku, aby bylo mozné zachovat stopu

17 ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
spektroskopického laseru pti vyméné hrotu nebo vzorku. > :
Systém musi umoziovat navigaci po povrchu vzorku pomoci pocitatem fizeného pohybu v rozsahu

18 4 . gacipo p P P pony ANO, 5x5 mm, polozka UP-nanoRaman-Omega
alespon 5x5 mm.

19 |Systém musi byt schopen pojmout vzorky o velikosti az 20x20x15 mm. ANO, 20x20x15 mm, polozka UP-nanoRaman-Omega

20 |Systém musi byt schopen skenovat v rozsahu az 100x100 pum ve smérech XY a az 15um ve sméru Z. ANO, 100x100x15 pm, polozka UP-nanoRaman-Omega
Systém musi byt schopen provadét méreni s nejvyssim rozlisenim (molekularni rozliseni) a skenovani

21 |velkého rozsahu pomoci stejného skeneru, aniz by bylo nutné pouZivat dva specializované skenery z|ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
dlvodu zajisténi méreni detaill mapovani pfi varibilité vzorkd.

Systém SPM musi umozZriovat excitaci a shér spekter shora a ze strany pro optimalizaci jak
kolokalizovaného méreni, tak i hrotem zesilené Ramanské spektrometrie (TERS) a hrotem zesilené .

22 . ) o . . i Y ,._|ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
fotoluminiscence (TEPL). Tato metodika zajistuje plnou funkénost kolokalizovaného méreni a dale
bocni pfistup umoziiuje funkénost TERS a méreni v nanorozliseni.

Objektiv pro spektroskopii shora musi mit maximalni zvétSeni 100x s NA 0,7 pro kolokalizovana a TERS .

23 VJV | P . P . v’_)w e , e L P . ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
méreni z dlivodu presnéjsiho méreni pfi velkém zvétseni a Gcinnosti sbéru spektroskopickych dat.
Boc¢nimi objektivy pro spektroskopii musi byt objektiv se zvétsenim alespori 50x a NA alesponi 0,55 a

ro praci s malymi vzorky také pozadujeme druhy bocni objektiv se zvétSenim minimalné 100x a NA

2 |POP - Y - v . P ! "y . ! ) v ey . _|ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
0,7. Objektivy s nizsi NA jsou pro spektroskopii nepouZitelné a mensi zvétSeni snizuje rozliSeni a
zhorsuje zasadni funkénost poZadovaného zafizeni.

Systém musi uZivateli umozZriovat vizualizaci vzorku pomoci videokamery z horniho i bo¢niho pohledu a

25 |musi byt schopen pojmout souc¢asné 20x i 100x zvétsujici objektivy pro jednoduché a jemné nastaveni|ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
polohy laseru vici hrotu.

Systém musi obsahovat vysokofrekvenéni rezonanéni skener vzorku s rezonanci bez zatizeni o hodnoté

26 |15 MHz nebo vyssi, aby bylo mozné velmi rychlé mapovani AFM aZz do 70 Hz na radek a aby se sniZila|ANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
citlivost na vibrace.

Systém musi byt schopen vytvaret snimky s molekuldrnim rozliSenim bez nutnosti poufZiti aktivni

27 ‘y . Y I, v pen wiv 1miy diarn! zisent znu # PO W IANO, polozka UP-nanoRaman-Omega
izolace vibraci.

1ll. Software
Veskery motorizovany hardware musi byt ovlddan prostiednictvim softwaru a jediného pocitace se

28 eTy motorizovany hardware must byt ov P el wartl a jedineno poet ANO, polozka XPLORA+/ML
systémem Windows.

29  [Systém musi umoZiiovat shér dat z alespori 17 riznych méficich SPM moda soucasné. ANO, poloZka XPLORA+/ML
Software musi umoZnovat soucasné ziskdvani Ramanskych spektrédlnich dat a dat z méfeni pomoci

30 [SPM. Zaroven poZadujeme soucasnou vizualizaci Ramanskych a SPM dat pomoci jednoho rozhrani, aby[ANO, polozka XPLORA+/ML
se zajistilo presné kolokalizované méreni.

Software musi umozZriovat sbér spektrdlnich dat rychlosti az 5 ms na spektrum pro zajisténi mapovani

31 ware mus! Umoznovat SBef sp : ychlostiaz pekirum pro zajistent mapovant oo polozka XPLORA+/ML
chemické struktury v redlném case.

32 Softwarovy balik musi umoZnovat zpracovani spektroskopickych dat (standardné nebo jako volitelny ANO
modul) zahrnujici:

a. inteligentni odecitani zékladni linie pro odstranéni fluorescence z Ramanovych dat (bez zadani

32q) % 'MielBENING odeditant z Hlinfe p i z VY (bez zadanil \ 6, poloska XPLORA+/ML
uZivatelem).
b. Ucinné filtrovani Sumu zachovavajici spektralni integritu (filtrovani Sumu, které nezkresluje pasma .

32b) A . . N ict s gritu I& P ANO, polozka XPLORA+/ML
ani neméni intenzitu pika).
c. Jednorozmérna a vicerozmérna analyza (klasicka dekonvoluce, analyza hlavnich komponent, MCR, .

32¢) rozme viceroz yza (asi Vol yza hiavni P ANO, polozka XPLORA+/ML
shlukova analyza).

IV. Ramanova ¢ast

33 |Laserovy bod musi byt viditelny na kamefe pro pfesnou analyzu Ramanovskych spekter. ANO, polozka XPLORA+/ML

Systém musi obsahovat mimo SPM mikroskop také mikroskop pro Ramanské méreni, na kterém lze
racovat samostatné bez pouZiti SPM mikroskopu. Systém musi umoznit rozsiteni o druhy pocitac tak, .

34 P X ) P .. X pv yv L .. v P ) ANO, polozka XPLORA+/ML
aby na systému mohli pracovat dva uZivatelé soucasné a nezavisle na sobé — jeden na SPM mikroskopu
a druhy na mikroskopu pro Ramanské méreni.

Mikrospektrometr musi byt konfokalni, coZz znamend, Ze pouziva fyzickou konfokalni clonu, jejiz .

35 ToSh A . P Y Y12 ANO, polozka XPLORA+/ML
velikost je nastavitelna a fizena pomoci softwaru.

Ramanovy a Rayleighovy filtry se musi pouZivat v tzv. injection/rejection médu, tedy bez pouziti délice .

36 v v g v . X, P e ) / J. ) v P ANO, polozka XPLORA+/ML
svazku, aby se dosdhlo nejvyssi propustnosti pfi sbéru Ramanova signalu.

Ramanovy filtry musi umoziiovat detekci nizkych frekvenci az do 50 cm™ (méfeno pfi 50 % maximalni

37  |propustnosti filtru) pomoci laserd ve viditelné &asti spektra pro co nejlepsi moZznost charakterizace|ANO, 50 cm-1, poloZka KIT-638-30
chemického sloZeni pro riiznorodé materialy.

PoZadovany 638 nm laser musi byt spojen pfimo ve volném prostoru, nikoliv vldknem, aby se
zachovala polarizace laserového paprsku a minimalizovaly ztraty. VIdknové spojeni je nepfijatelné kvdli

38 L. pv ) p. P L . y Y pojent) VFV) J, .y ,|ANO, pevné spojeni bez optickych viaken
ztratdm a 3patné kontrole polarizace, ktera je kritickym parametrem pro TERS mérfeni. Pfipadny
budouci upgrade dal$imi lasery (532 a 785 nm) musi byt moZzny realizovat stejnym zpUsobem.

39 |Systém musi umozZnovat fizeni vykonu laseru pomoci softwaru v krocich od 100 % do 0,01 %. ANO, polozka XPLORA+/ML
Ramandv systém musi obsahovat skenovaci spektrograf pro flexibilitu rozliseni a pokryti a musi

40 |obsahovat 4 mfizky s nasledujici hustotou drdzek: 600, 1200, 1800, 2400 vrypi/mm na|ANO, polozka XPLORA+/ML
motorizovaném a softwaroveé fizeném otocném drzaku mtizek.

Mikrospektrometr musi byt schopen pojmout aZ 3 interni lasery soucasné, fyzicky integrované uvnitf .
4 P vt schopen poj Y yzicry integ ANO, polozka XPLORA+/ML

systému, aby byla omezena délka laserové drahy a zajisténa maximalni dlouhodoba stabilita.




42 [Systém musi umozZiiovat nezavislé ovladani stérbiny a konfokalniho otvoru pomoci softwaru. ANO, polozka XPLORA+/ML

Rozmeéry pldorysu systému (bez PC) nesmi pfesahnout 60 x 120 cm. (Vysvétleni: Pristroj véetné PC by
mél byt umistitelny do omezeného prostoru laboratore v hale Tandetronu. Soucasné predpoklddame
43 |integrovany a moduldrni systém, ktery nebude vyZadovat dodatecné ndklady na stavebni dpravy |ANO, 57 x 120 cm
prostorové omezené laboratore. Funkcnost zarizeni v integrovanych a operabilnich systémech se
predpokldadd centrdlné fizend softwarem, kompatibilni a navzdjem synergickd.)

V. Ostatni
44 |Zaruéni Ihata min. 12 mésic ANO, 12 mésicl
45 |Doprava, instalace, zprovoznéni ANO
46  |Zaskoleni obsluhy ANO

Uchaze¢ uvede nabizené feseni, tj. vyrobce, pfesny typ/model vedouci k idetifikaci nabizeného feseni (nap¥.

L xe Horiba Xpl N
part number, katalogové ¢islo, nebo odkaz na web, apod.) oriba Aplora fano

Nabidkova cena za zboZzi celkem, tj. véetné nutného pfrislusenstvi (v K¢ bez DPH) 6 479 000,00 K¢
Nabidkova cena za dopravu, instalaci, zprovoznéni (v K¢ bez DPH) 250 000,00 K¢
Nabidkova cena za zaskoleni obsluhy v sidle zadavatele (v K¢ bez DPH) 250 000,00 K¢

Nabidkova cena celkem, véetné veskerého prislusenstvi, dopravy, instalace, zprovoznéni, zaskoleni obsluhy

(v K& bez DPH) 6 979 000,00 K¢

Nabidkova cena celkem, véetné veskerého prislusenstvi, dopravy, instalace, zprovoznéni, zaskoleni obsluhy .
- 8444 590,00 K¢

(v Ké s DPH)

Predpokladand hodnota v K¢ bez DPH 6 980 000,00 K¢

Ing. Zuzana Roskotova, jednatelka
Ing. Jan Golda, jednatel
(za Prodavajiciho)



